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付録 

[付録４９] ＴＥo o1δＤ．Ｒ．をε
  
Τ2 の複素誘電率を介して遮蔽したときのＱ値 

  （ⅰ） 共振系内のエネルギー分布 

  （ⅱ） Ｑcの誘導 

  （ⅲ） Ｑc1の誘導 

  （Ⅳ） Ｑc2の誘導 

  （Ⅴ） ε’ Τ2 ＝１－ε
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程式と共振周波数 
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